UFRR]

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
PRO-REITORIA DE PESQUISA E POS-GRADUACAO
SECRETARIA ACADEMICA DE POS-GRADUACAO

PROGRAMA ANALITICO
DISCIPLINA

Codigo: 1T-1344 Nome: Fundamentos de Caracterizagao de Materiais
Carga Horaria Total: 04 créditos, 60T

*Cada crédito Teorico corresponde a 15 horas-aula e cada Pratico a 30 ou 45 horas.

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUIMICA

INSTITUTO DE TECNOLOGIA

OBJETIVOS:
Familiarizar o estudante com conceito de ciéncia dos materiais e apresentar ao estudante as
principais técnicas de caracterizagao.

EMENTA:

Estrutura Cristalina, Defeitos, Materiais amorfo e materiais cristalinos. Caracteristicas fisico-
quimicas. Caracterizacdo por FTIR e Raman. Caracteristicas microestruturais e morfologicas.
Caracterizagdo por DRX e MEV. Propriedades mecanicas. Testes mecanicos. Propriedades
térmicas. Andlise térmica.

CONTEUDO PROGRAMATICO:

1.Estrutura dos materiais 2.Propriedades dos materiais 3.Testes mecanicos 4.Técnicas de
caraterizagdo por raios X: Difracdo de raios X (DRX) e Fluorescéncia de Raios X (FRX). 5.Anélise
térmica: analise termogravimétrica (ATG), andlise térmica diferencial (ATD) e calorimetria
exploratoria diferencial (DSC). 6.Microscopia eletronica de varredura (MEV) e microscopia
eletronica de transmissao (MET) 7. Espectroscopias vibracionais: Infravermelho e Raman.

METODOLOGIA:

Aulas expositivas, trabalhos, semindrios, provas.
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